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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
DIXIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES A DIELECTRIQUE EN
CERAMIQUE MULTICOUCHE
NIVEAU D'ASSURANCE E

PREAMBULE

1) Leb décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui
. s ’ ’ - ’
questions techniques, prépares par des Comites d'Etude
représentés tous les Comités nationaux s'intéressant/a
expriment dans la plus grande mesure possible un

sur les sujets examinés.

2) Cels décisions constituent des recommandation
agréées comme telles par les Comités natjc

3) Djns le but d'encourager 1l'unification 2 1oh e le
voeu que tous les Comités na adoy c hales
1¢ texte de la recommandatié 2 14 < cions
ndtionales le permettent. Toube d » : e la

CHI et la régle nationale copfesponda sible,
étlre indiquée en termes clairs

La prdsente norme al ét : :
Condersateurs ésistanges\p

Le texte de cett or

Régle Six Mois| Rapports de vote
40(BC)630 40 (BC)666
40(BC)598 40(BC)6UE
40(BC)599 4o(BC)6UT

Pour de‘plus amples renseignements, consulter les rapports de votes corres-

. . -] e | 4= S | A a
pondauua mentionresdans—Tre—tabreat—CEI—aeS8uS-

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est
le numéro de spéeification dans le Systeme CEI d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications 384-1(1982): Condensateurs fixes utilisés dans les équipements
électroniques. Premiére partie: Spécification
générique.

Modifications No. 2 (1987) et No. 3 (1989).
384-10(1989): Dixiéme partie: Spécification intermédiaire:
Condensateurs fixes chipses a diélectrique en
céramique multicouche. .
410(1973): Plans et régles d'échantillonnage pour les controles
par attributs.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 10: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
ASSESSMENT LEVEL E

FOREWORD

1) The fofmal decisions or agreements of the IEConm techmicar matters,
prepar
having
possib
with.

2) They h
accept

3) In ord
wish t
recomm
will p
corres
indica

This standard has been|pre echnical Committee No. U40:

Capacitor|s and Res
The text |of this st:

a i the following documents:

ix 6§th§}/%ule Reports on Voting

40(C0)630 40O(CO)666
\ 10(C0)598 140(CO)646

40(C0)599 Lho(co)o6ut

Further information can be found in the relevant Reports on Voting indicated
in the tgble” above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is
the specification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).

Other IEC Publications quoted in this standard:

Publications 384-1(1982): Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment.
Part 1: Generic Specification.
Amendments No.2 (1987) and No. 3 (1989).
384-10(1989): Part 10: Sectional Specification: Fixed Multilayer
Ceramic. Chip Capacitors.
410(1973): Sampling Plans and Procedures for Inspection by
Attributes.
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CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
DIXIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES A DIELECTRIQUE EN
CERAMIQUE MULTICOUCHE
NIVEAU D'ASSURANCE E

INTRODUCTION

Spéc

ification particuliére-cadre

Une slpécification partlcullere —cadre est un document, Complementaire de

spée

présentation et le contenu minimal des spe01flcatlons part¥icu

spée
cons
étre

Le cdntenu du paragraphe 1.4 de la spécificatios

pris

iffication intermédiaire, comprenant les régles concernadgt le style,

iffications partlculleres ne répondant pas A ces reég
ildérées conformes aux spécifications de la CEI et
déclarées comme telles.

’

en compte lors de la préparation des sp

la
la

Ur

[

Les rjuméros placés entre crochets dans la X

informations suivantes, qui d01vent étre diqué.

Identlification de la spe01f1cat n ier

(1) Commission Electrotechnlq ernat na " ou nom de 1l'Organisme
National de Norma i utori duquel la spécification
particuliére est ét i

(2) Numéro CEI ou : : tation partlcullere, date d'édition
t toutes tre 0 exigées par le systéme national.

(3) Numéro et edd

(4) Fuméro CENde\ 1s

Identifjcation

(5) four

(6) [ndication r la technologie de base (si applicable).

(1)

(8)

Croquis avec les principales dimensions, importantes pour l'inter-

changeabilité, et/ou références correspondant aux documents nationaux ou
1nternat10naux appropriés. Au choix, ce croquis peut 8tre donné dans une

annexe a la spécification particuliére.

Utilisation ou ensemble d'utilisations couvertes et/ou niveau d'assurance.

Note. -Le(s) niveau(x) d'assurance utilisé(s) dans une spec1flcatlon
partlcullere doit(doivent) &tre choisi(s) dans la spe01flcatlon

intermédiaire, paragraphe 3.5.4. Ceci implique qu'une spécification
particuligre-cadre peut étre utilisée en combinaison avec plusieurs

‘niveaux d'assurance pourvu que le groupement des essais ne change

pas.

(9) Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant la
comparaison entre les divers types de condensateurs.
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FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 10: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
ASSESSMENT LEVEL E

INTRODUCTION

Blank detail specification

A blank detail specification is a supplementary document to the Sectional Spe

fication a

ments may
shall they

In the preparation of detail specifications the content of

sectional 4

The numbers
mation whig

Identificat

so be described.

pecification shall be taken into account.

(1) The "In
Organig

(2) The IEQ
issue 4

(3) The nun
(4) The IEQ

Identificat

ternational Electrotechnica
ation under whose authority

or National Stang ! ¢ hedetadl specification, date of
nd any further j Q quired by>the national system.

number 6::>he

ion of theng

acito

(5) A short
(6) Informd

(7) Outlind
ability
lines.
specifi

ci-

the

between brackets on the first page corpe 9 3 ¢ i infor-

hge-
nt-

Altepnatively, this drawing may be given in an appendix to the det
cation.

Til

(8) Application or group of applications covered and/or assessment level.

Note. -The assessment level(s) to be used in a detail specification shall be

selected from the sectional specification, Sub-clause 3.5.4, This
implies that one blank detail specification may be used in combina
with several assessment levels, provided the grouping of the tests
does not change.

tion

(9) Reference data on the most important properties, to allow comparison between

the var

ious capacitor types.
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QP

CEI 384-10-1-XXX
QC 301901-XXX

(2)

CEI 384-10-1

SECTION UN - CARACTERISTIQUES GENERALES

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1 METHODE(S) DE MONTAGE RECOMMANDEE(S) (2 introduire)

(Voir paragraphe 1.4.2 de la Publication 384-10 de la CEI).

(4)
COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE QC 301901
CONTROLEE CONFORMEMENT A:
PSES
(3} IQUE (5)
Croquis d'encombrement: (voir Tableau 1)
(Prpjection: Méthode du ... diédre)
(6)
(7
(D'Rutres formes sont_autorisées Niveau(x) d'assurance: |E (8)
1'iptérieur des di i des
Q®>
<:::j é\igf%rmations sur la disponibilité des
\§ composants qualifiés selon cette spécification
articuliére sont données dans la Liste des
Produits Qualifiés.
(9)
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IEC 384-10-1-XXX (2)
(1 QC 301901-XXX
IEC 384-10-1 (4)
ELECTRONIC COMPONENTS OQF ASSESSED QC 301901

QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

FIXED MULTILAY

(3 CERAMIC CHIP (5)
CAPACITORS

Outling drawing: (see Table I)
(... argle projection)

\\Qk\ (6)
O

(7

the dinmensions given)

N

(Other |shapes are permitted within (::z> A3sessment level(s): E (8)
S

\\\iggg ﬁ§t§é§>on the availability of components
qualifie o this detail specification is given
t

§§>i§\\3? Qualified Products List.

(9)

SECTION ONE - GENERAL DATA

1. GENERAL DATA

1.1 RECOMMENDED METHOD(S) OF MOUNTING (to be inserted)

(See Sub-clause 1.4.2 of IEC Publication 384-10).
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.2 DIMENSIONS
TABLEAU I
Référence Dimensions (en mm ou en inches et mm)
du boitier
L1 W H Lo L3 Ly | «eeens
/
e
Notes 1. -Lorsqu'il n'y a pas de référ b it‘erj\}§>iagleau I
peut étre omis et les dimensi r£ donnees dans
le tableau II, qui devienf a leaw I

2. -Les dimensions doiven 5 n valeurs makimales ou

1.3 CARACTERISTIQUES

Gamme de capacité (voir tableau II)

Tolérances sur la capac

(voir tableau II)

)

ature (Classe 1) o :... 10°6/°C
cité/température R 1

TABLEAU II

Teu e capacité, de tension et boltiers correspondants

)

Terision nominale

Boltier Boitier Boltier Boitier

Capacité nominale
(en pF, nF et/ou

MF)
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1.2

DIMENSIONS

TABLE I

Case
refer

size Dimensions (in mm or inches and mm)
ence

L1 W H Lo L3 Ly

1.3

Notes 1. -When there is no case size refere

RATINGS AND CHARACTERISTPIC

Capacitance range (Ssee Table II)

Tolerance on rated capacitance
Rated voltage s . (see Table II)

Climatic categbr
Rated temperat

Insulatign
Temperéizbe
Temperaturé ¢
of capa a

TABLE II

al \Qg?\qa acitance and of voltage related to case sizes

Rat]

edWwoltage

Rate
(in

JF)

Case size Case size Case size Case size

d capacitance
pF, nF and/or
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

— 10 — ‘ 384-10-1

DOCUMENTS DE REFERENCE

Spécification générique: CEI 384-1, (1982):

© CEI1

Condensateurs fixes utilisés dans les
équipements électroniques. Premiére

partie: spécification générique.
Modifications No. 2 (1987) et No.

Spécification intermédiaire: Révision de la CEI 384-10 (1989):

3 (1989).

Condensateurs fixes utilisés dans les
équipements électroniques. Dixiéme
partie: Spécification intermédiaire:

MARQUAGE

e
fal A N 2a. £33 ha 3
condensaters—TIXes CulpS-OS—a—d-LG lec-

trique en céramique my

oit étre
agraphe

tions
llage.

Les commandes de conds % cette spécificatiqn doivent
contenir au minimum, en\clair es renseignements guivants:
a)
b)
c)
d) ture
e) et
RAPP@ﬁ%S CERTIFXES DE)LOTS ACCEPTES
RéiZ;éS§%KEXQUI .
<i:3?L R TONS, COMPLEMENTAIRES (ne sont pas prises en considéraiion pour
escontrales)
EXIGENCES OU SEVERITES, COMPLEMENTAIRES DE, OU PLUS SEVERES QUE, CELLES

SPECIFIEES DANS LA SPECIFICATION GENERIQUE OU INTERMEDIAIRE

Note. -Des compléments ou des exigences complémentaires ne devraient

étre prescrits que lorsque cela est indispensable.

TABLEAU III

Autres caractéristiques

Ce tableau doit &tre utilisé pour définir des
caractéristiques qui sont complémentaires ou
plus sévéres que celles qui sont données dans
la spécification intermédiaire.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

RELATED DOCUMENTS

Generic specification:  IEC Publication 384-1, (1982):
Fixed Capacitors for Use in Electronic
Equipment. Part 1: Generic Specification
Amendment No. 2 (1987) and No. 3 (1989).

Sectional specification: Revision of IEC Publication 384-10 (1989
Fixed capacitors for use in electronic
equipment. Part 10: Sectional specifi-
cation: Fixed multilayer ceramic chip
capacitors.

MARKING

The marking of the capacitor, if applied, and the pé4

d) Temperatyre
e) Numn
refere

CERTIFIQg\R ORDS_"OR. RELEASED LOTS

m®d |
DI ;Ei;;NFO MATION (not for inspection purposes)

ADﬁz;EbNAL R _INCREASED SEVERITIES OR REQUIREMENTS TO THOSE SPECI]

):

in

ent.

FIED

IN THE GENERIC AND/OR SECTIONAL SPECIFICATION

NoteT—=Additions or increased requirements should be specified only

when essential.

TABLE III

Other characteristics

This table is to be used for defining charac-
teristics which are additional to or more

severe than those given in the sectional
specification.
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SECTION DEUX - EXIGENCES DE CONTROLE

2. EXIGENCES DE CONTROLE

2.1 Procédures

2.1.1 - Pour 1'homologation, la procédure doit &tre conforme au paragraphe 3.4 (e

la spécification intermédiaire, Publication 384-10 de la CEI.

2.1.2 - Pour le contrdle de la conformité de la qualité, le programme d'essais,

comprenant 1'échantillonnage, la périodicité, les sévérités et les
—exigences;—est—dommé—autabteau IV LT TOrMatIon des Iots dé Gohtrdle
est régie par le paragraphe 3.5.1 de la spéeificatio 3 ddidaire.
TABLEAU IV
Notes 1. |-Les numéros de paragraphes indiqués pour les (essa ces
renvoient & la sécification intermédiaire, la CEI
et la section un de cette spécification.
2. |-Les niveaux de contrdle et les NQA sort extrail a PublicatioI K10:
Plans et regles d'échantillonnage pouar 3 conbrores/par attributs.
3. [-Dans ce tableau: p
nombre admissible d¢ défectueux)
Ry L Publication 410 de la CEI
= niv ité acceptable

Numéro dg paragr&é%§> D |Cehditioen \a{ggsai N N [Exigences

et essai (voirinate M) C Q |de controle

(voir noke 1) N A | (voir note 1)

</\\\\ (voir note 2)

CONTROLE| DY GROUPELAL

(lot par|1o \\§\ N

Sous-grolipe Al ND S-4 2,5%

4.5 Exanen visuel Selon 4.5)2
Marquage lisible et
selon 1.5 de la pre-
sente spécification

4.5 Dimensions Comme spécifié au

(par mesure) tableau I de la
présente spécification
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SECTION TWO - INSPECTION REQUIREMENTS

2. INSPECTION REQUIREMENTS
2.1 Procedures
2.1.1 - For Qualification Approval, the procedures shall be in accordance with

the Sectional Specification, IEC Publication 384-10, Sub-clause 3.4.

2.1.2 - For Quality Conformance Inspection, the test schedule (Table IV) includes
sampling, periodicity, severities and requirements. The formation of

inspection Iots IS Ccovered by sSub-clause 3.5.71 oI the sSectional

Specification.

TABLE IV
Notes 1. -Sub-clause numbers of tests and performance require §
Sectlional Specification, IEC Publication 384-1 &t d is
specification.

2. -Inspgection Levels and AQL's are selected
Sampling Plans and

3. -In this table: p

ves)

} IEC Publication 410

Sub-clause nymber \Y{ itio s‘éfk£§st I A |Performance
and Test (se te 1) L Q requirements
(see Note 1) D L (see Note 1)
<\x\

(see Note 2)

GROUP A INSPECETGN\ \ \\\2>
(lot-by-lot)
Sub-group A1 ND S=4 2.5%
b5 Visual As in 4.5.2
examination Legible marking and
as specified in 1.5
of this specification
4.5 Dimensions : As specified in
(detail) Table I of this
specification
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d¢ températu>
PE ét dérive
d 03 ”

pendant 16 - 24 h

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai N N Exigences de contrdle
et essai ou {(voir note 1 ) C Q (voir note 1)
(voir note 1) ND A
(voir note 2)
Sous-groupe A2 ND 11 1,0%
4.6.1 Capacité Fréquence: . kHz~ A 1'intérieur de la
Tension de mesure: ...V tolérance specifiée
4.6.2 Tangente de Fréquence et tension de Selon 4.6.2
ltangle de mesure comme en 4.6.1
partes
(4an &)
4.6.3 Résistance Méthode: ... .3.3
dfisolement
(gssai A)
4.6.4 Tgnsion de Méthode: ... ciaquage ni de
tgnue (essai k\ contournement
CONTROLE U GROUPE B 2 %
(lot par lot) <:> :>
Sous-groupe B1 ND \\iii/) 2,5%
4.1 Squdabilité Méthode 1
4.11.2 Mgsures Selon 4.11.[2
finales
4,18 Ré¢sistance du Marquage lilsible
marquage aux
sglvants¥
(31 appli-
cgble)
Sous-groupe S-2 2,5%
4,7.1 Coefficie Séchage préliminaire AC: Selon 4.7.1.3

C

aprés cycle
thermique
(classe 1
seulement)

4.7.2 Caractéristi-
que capacité/
température
(classe 2

seulement)

Préconditionnement
spécial selon 4.1

AC

C

: Selon 4.7.2.3

* Cet essail peut 8tre effectué sur des condensateurs chipses montés sur un substrat.
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Sub~-clause number D |Conditions of test I A Performance
and Test or |[(see Note 1) L Q requirements
(see Note 1) ND L (see Note 1)
(see Note 2)
Sub-group A2 ND II 1.0%
4.6.1 Capacitance Frequency: . kHz Within specified
Measuring voltage: ...V tolerance
4.6.2 Tangent of Frequency and measuring As in 4.6.2
logs—angle Voitage same as im 47601
(tdn & )
4.6.3 Ingulation Method: ...
registance
(Tdst A)
4.6.4 Volltage Method: ...
prdof
(Tdst A)
GROUP B INSHECTION
(lot-by-1ot)
Sub~-group B1 ND

4,11 Sol
1iy
4.11.2 Fin
mea
Sol
sis
thg
(if
cal

derabi-
y

al
surements

vent re-
tance of
marking#*
appli-

Method 1

: cotton

As in 4.11.2

Legible marking

Sub-group BZ

4.7.1 Ten
co€

and

le) <<\\\
N

peratur
fficient
¢yclic

Preliminary drying:
16 = 24 h

S-2

o5
|a

: As in 4.[7.1.3

dri

£t (Class

1 only)

4.7.2

Temperature
character-
istie of
capacitance
(Class 2
only)

Special preconditioning
as in 4.1

: As in 4.7.2.3

* This test may be carried out on chip capacitors mounted on a substrate.
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”, T ———
Numero de paragraphe D (Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou |(voir note 1) 1'échantillon|de contrdle
(voir note 1) ND et critére (voir note 1)
d'acceptation
(voir note 3)
p n c
—
CONTROLE DU GROUPE C
(périodique)
Sous-groupe C1 D 3 12 1

4,16 Ropustesse Essai Ua, Force: 2,5 N
defs sorties Essai Ub, Méthode 1,
(3P Force: 2,5 N, Nombre
de pliage: 1
- /\ . 3
Examen visuel Pas d¢’ dommage visible
4.10.2 Mepure Capacité <ii::§§\\\\\\i>>
infitiale \\\\\\\\\
4,10 Répistance a Préconditionnemen 7
lal chaleur de spécial se <:>
soudage (Classe 2 \\\,/
Méthode 1
4.10.4 Mepures Selon 4.10]4
fipales Q
Selon 4.10(4
4,17 Répistance qu Voir la specification
co particuliere
s0
ap N
;:\V+Reprise: e
Sous-groupe, €2 D 3§12 11
4.9 Robustesse des Capacite (avec la Diminution de la
extrémités carte imprimée en capacite: £ 10%
métallisées position pliée)
(5)

Examen visuel

Pas de dommage visible
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Sub-clause number D {Conditions of test Sample size Performance
and Test or |(see Note 1) & criterion |requirements
(see Note 1) ND of accepta- (see Note 1)
bility (see
Note 3)
p n|c
GROUP C INSPECTION
(periodic)
Sub-group C1 D 3 12 1

crease:

4.16 Robus:Eess Test Ua, Force: 2.5 N
of termina- Test Ub, Method 1,
tions |(3) Force: 2.5 N, Number
of bends: 1
Visual examination
4.10.2 Initial Capacitance <:::
measuriement ///’\\\\\
.10 Resistjance to Special preconditioni \v/§\
solderfing heat as in 4.1 (C1 2 oply)\ <i>
Method 1 L
Duration: ...
4,10.4 Final measu- As in 4.10.4
rementls
Q As in 4.10.4
4.17  Component See detail
solvent specification
resistlance
(if apglicab e)\\\\
NN
Sub-group C2 D 3 12 1
4.9 Bond dtrength \\\V’Capacitance (with Capacitance de
of theg .énd printed board in bent < 10%
face plating positien)

(5)

Visual examination

No visible damage
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou |{voir note 1) 1'échantillon|de controdle
(voir note 1) ND et criteére (voir note 1)
d'acceptation
{voir note 3)
P n|ec
Sous~groupe C3 D
oy Montage (2) Matériau de substrat:
*
Examen—visuel o)
Capacité Yeur des
spécifiées
Tangente de 1l'angle de P
pertes
Résistance d'isolement 8.3
Tension de tenue Pas de claquage ni de
ontournement
Sous-groupe C3.1 D
4.8 Adhérence (1) Examen visue Pas de dommage visible
4.12.2 Mesure Capacité
initiale
4,12 Variations
rapides de
température
X\ 24 £ 2 h
4.12.5 Mgsures h\\/'Examen visuel Pas de dommage visible
finales
Capacité AC selon 412.5
4_.13  Sdquénce Préconditionnement c
climatique spécial selon 4.1
(Classe 2 uniquement)
4,13.2 Mesure Capacité
initiale
4.13.3 Chaleur Température: température
séche maximale de catégorie
Durée: 16 h
4.13.4 Essai
cyclique de
chaleur humi-
de, essai Db,
ier cycle

% Lorsque différents matériaux du substrat sont utilisés pour les sous-groupes individu-

~AT1TTY AmAnt

1o andnifinatian narticnlidre doit indiauer quel matériau du substrat est
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Sub-clause number D |Conditions of test Sample size Performance
and Test or |(see Note 1) & criterion requirements
(see Note 1) ND of accepta- (see Note 1)
bility (see
Note 3)
p n c
Sub=-group C3 D
4.y Mounting (2) Substrate material: ...
Visual examination
Capacitance ied
Tangent of loss angle
Insulation resistance
Voltage proof or
Sub-group C3.1
4.8 Adhegion (1) No visible damage
4,12.2 Initial
measyrement
4,12 Rapid change
of temperature
4.12.5 Final §§\ is examination No visible dgmage
measfirgments \
\\\\C acitance AC as in 4.12.5
C
4,13 Climptic Special preconditioning
sequenece as in 4.1 (Class 2 only)
4.13.2 Initial Capacitahce
measurement
4.13.3 Dry heat Temperature: upper
category temperature
Duration: 16 h
4.13.4 Damp heat,
cyelice,
Test Db,
first
cycle

% When different substrate materials are used for the individual sub-groups, the detail
specification shall indicate which substrate material is used in each sub-group.
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Numéro de
et essai

paragraphe

(voir note 1)

ou
ND

Conditions d'essai
(voir note 1)

Effectif de

1'échantillon

et critere
d'acceptation
(voir note 3)

Exigences
de contrdle
(voir note 1)

p n c
K3 ” ’, ‘“1
4.13.5 Froid Temperature: température
minimale de catégorie
Durée: 2 h
Examen visuel Pas de dommage visible
4.13.6 ssai
yelique de
haleur hu-
ide essai f«\\\
b, cycles
restants . /A\\iik\
Reprise:
Classe 1: 1 -2 h <<:i:§§§
Classe 2: 24 £ 2 h —\\\\\\\\
4 13.7 Mesures Examen visuel \\\\ Pas de dommage visible
finales <:> _ Marquage lilsible
Capacité \/)\/ AC : Selon [4.13.7
c
Tangente de 1 Selon 4.13.[7
Selon 4.13.[7

1 gl
pertes %
gé;?igfgggg\q\:so em

/\\Q

Pas de dommpge visible

N
Sous-grouge C3.2 b{\ 6 |15 1
.14 Hssai <>
dontinu de //\\
dhaleur
Humide
4.14.2  Mesure NN caPadité
in¥tia \§
\>epr'ise:
>> Classe 1: 1 = 2 h
Classe 2: 24 £ 2 h
4,14.5 Mesures Examen visuel
finales

Capacité

Tangente de l'angle de
pertes

Résistance d'isolement

ac

Marquage lisible

: Selon 4.14.5
C

Selon 4.14.5

Selon 4.14.5
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